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3.2 時間分解 トンネル信号 と

光励起 キ ャ リアーダイナ ミックス

本節では, $22で説明した SPPX-STM の手法 
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第 13図 
GaNAsに対する (a)oppR法と(b)sppx-STM の

計測結果. 
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第 14図 
SPPX-ST… 2次元マッビ/ク 
(a)測定方法, (b)試料の構造,(C)時間分解測定結
果,(d)2次元てッt='ソグ. 

を実際に適用 した例を紹介する25･26･33).第 13図 は,

同じGaNAs試料に対 して,波長 800nm,パルス

惰 loors,繰 り返 し周波数 80M Hzの レーザー光

を用い,OPPR法, SPPX-STM の両手法で計測

した結果である.SPPX-STM は,遅延時間に対

して トソネル電流変化の大きさを信号としてプロ

ットしたもので,第 13回 (b)に見られるように,

トソネル電流の信号は,遅延時間ゼロで最小値を

とり,遅延時間が大きくなるとともにゼロに向か

って緩和 していく.この結果は,$2の第 8図で述

べたモデルとよく対応する.また,SPPX-STM で

求めた緩和時間は 444psで OPPR法により得 ら

れたキャリアーの寿命406psと良く一致 している.

次に,GaAs上に AIGaAsおよび LT-GaAsをそ

れぞれ IJJm成長 させた試料(第14図 (b))を真空

中で努開 し,AIGaAs,LT-GaAsの界面を含む領域

に対 して時間分解信号の 2次元マッピングを行っ

た.LT-GaAsは,低温で成長させることにより欠

陥を導入 し寿命を短 くした試料で,第14回 (C)に示

す ように 5.9psの寿命を持つ･AIGaAsに対 して 

遅延時間 (ps )

ほバ ンドギャップ(23eV)より励起光のエネルギ 

I(1.55eV)が低いためキャリ7-は励起されない.

いろいろなデータの取 り方が可能であるが,こ

こでは,遅延時間を固定 して表面を走査 しながら

信号を取 り込むことで(第 14図 (a)),ある遅延時

間における信号を 2次元的にマッピングしている.

遅延時間 1.9ps,305psにおける結果を STM 像

と一緒に第 14図 (d)に示す .第 8図,第 14回で見

てきたように,信号は遅延時間の小さな所で鼻

側に振れることに対応 し,2次元遅延時間像では 

LT-GaAsの部分が暗 く表示 され,時間によりそ

の明るさが変化 しているのがわかる,最初のパル

スで励起されたキ1,))7-は再結合などにより減 
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少 してい くため,第14図 (d)は ,励起後 19 ,ps

において残存するキャリアーがどのよう

に分布するかを示す図になっている.このよう

ps05.
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°.H

ど,表面下の物理的な過程を覗き見ることも可能

である.光と7●ローブの組み合わせにより,新 し

今後.更なる新 しい科学技術が展開 していくこと

を心から期待 してやまない.
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と,キャリアーのダイナ ミックスを 2次元的に可
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